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Prerequisits

Coneixements basics de Fisica i Quimica

Objectius

Adquirir els coneixements necessaris per comprendre els fonamentsi les capacitats avancades
dels diferents microscopis de sondes d'escombrat (SPM) rellevants per alananocienciai la

nanotecnol ogia.

Competéncies

® Dominar la terminologia cientifica i desenvolupar I'habilitat d'argumentar els resultats de la recerca en el
context de la producci6 cientifica, per comprendre i interactuar eficagment amb altres professionals.

® |dentificar les técniques de caracteritzacié i analisi propies de la nanotecnologia i conéixer-ne els
fonaments, dins de |?especialitat propia.



https://sia.uab.cat/servei/ALU_TPDS_PORT_CAT.html

® Que els estudiants sapiguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolucié de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva area d'estudi.

® Que els estudiants sapiguin comunicar les seves conclusions, aixi com els coneixements i les raons
ultimes que les fonamenten, a publics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambiguitats

® Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autdbnom a autodirigit

Resultats d'aprenentatge

—_

. Analitzar criticament la validesa de resultats obtinguts mitjancant SPM.

2. Coneixer la variant de microscopia de sonda local adequada segons la propietat que es vulgui estudiar.
3. Dominar la terminologia cientifica i desenvolupar I'habilitat d'argumentar els resultats de la recerca en el
context de la produccio cientifica, per comprendre i interactuar eficagment amb altres professionals.

4. Que els estudiants sapiguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolucié de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva area d'estudi.

5. Que els estudiants sapiguin comunicar les seves conclusions, aixi com els coneixements i les raons
ultimes que les fonamenten, a publics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambiguitats

6. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autdbnom a autodirigit

7. Utilitzar el microscopi de forces atdmiques en les funcionalitats basiques.

8. Valorar les especificitats dels processos fisicoquimics que tenen lloc en superficies.

Continguts
Contingut:

1. Introducci6 als conceptes basics de la ciencia de la superficie: Cristal-lografia, adsorcio i
difusié, pel-licules primes, interaccions intermoleculars.

2.Introducci6 al buit i ales condicions criogéniques.

3.Introduccio6 ala Microscopia de Forga Atomica. Concepte general de Microscopia amb sonda
derastreig (SPM) i comparacio de I'AFM amb altres méetodes SPM. Antecedents historics de
AFM.

4. Mode de contacte AFM. Principis basics. Imatgesi corbes de forca. Contrast de friccio.

5. Mode dinamic AFM. Principis basics de la modulaci6é d'amplitud i de lamodulacié de
fregliencia. Imatgesi corbes d'amplitud. Régims d'interaccid i funcionament sense contacte vs.
contacte intermitent. Contrastos de desplacament de fase i dissipacio. AFM multifrequéncia

6. Forces de llarg abast amb AFM. Forces electrostatiques en AFM. Microscopia de for¢ca amb
sonda Kelvin. Microscopia de for¢ca magnetica. imatges

7.Altres metodes. Piezorespuesta AFM. Deteccio de corrent AFM. Mesura de forces
intermoleculars. Forces d'adhesi6 i nanoindentacio.

8.Asuntos practics. Artefactes d'imatge, convolucié de puntesi altresefectes. Problemes amb els
escaners piezoel ectrics.

9.Introduccion ala Microscopia de rastreig de tanels: Imatges d'alta resolucio



10.Medidas espectroscopiques amb STM, manipulacié atomica.

11.Electroquimica STM

Metodologia

Conferencies, taller de laboratori, informe escrit i presentaci6 oral

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulacio, per a la
complementacio per part de I'alumnat de les enquestes d'avaluacié de I'actuacié del professorat i d'avaluacio
de I'assignatura/modul.

Activitats formatives

Titol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals 32 1,28 1,2,3,4,5,6,8
Laboratori 6 0,24 1,2,4,7
Temps personal d'estudi 64 2,56 6

Tipus: Supervisades

Cerca de bibliografia/lectura articles 20 0,8 6

Presentacio Oral 8 0,32 1,2,3,4,5,6,8

Tipus: Autdonomes

Informes escrits 20 0,8 3,56

Avaluacio
Al final del curs|'estudiant ha de lliurar un informe escrit (10 pagines) i fer una presentacio oral

de 5 minuts. La participacié en conferénciesi tallers de laboratori també es tindra en compte per a
la puntuacio final.

Activitats d'avaluacié continuada

Titol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe escrit 40% 0 0 2,3,4,6,8

Participacio 10% 0 0 1,2,4,7

Presentacions Orals 50% 0 0 3,5,6




Bibliografia

Esfaraesment allibresi articlesimportants durant les classes. Tot opcional.

Programari

Es fa servir programari d'ecdicié per presentacié de material docent



